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- DIE FIRMA ISYST

Testhaus aus Uberzeugung

Als unabhangiges Testhaus haben wir uns
darauf spezialisiert, Embedded Systems
auf ihre Funktion und Qualitat hin zu
prufen und damit deren Funktionssicher-
heit bereits wahrend des Entwicklungs-
prozesses sicherzustellen.

Ob Beratung, Durchfuhrung oder maf3-
geschneiderte Testwerkzeuge: Bei uns
erhalten Sie alle Mafsnahmen zur Ab-
sicherung Ihrer Produkte aus einer Hand.

Dabei ruhen wir uns nicht auf dem ak-
tuellen Stand der Technik aus, sondern
entwickeln zusammen mit kompetenten
Partnern aus Wissenschaft und Technik
heute schon die Testldsungen fur Frage-
stellungen von morgen.

Testen Sie uns und lassen auch Sie sich
uberzeugen!




DIE FIRMA ISYST -

Service aus einer Hand

Netzwerk

Neben eigenen fachbezogenen Spezialisten
und Generalisten kénnen wir auf ein
umfangreiches Netzwerk mit Partnern aus
der Hochschullandschaft, Forschung und
Industrie zurtckzugreifen.

Durch diese Vernetzung erschlieflen wir
uns und Ihnen breitgefachertes Know-
how, erganzende Produkte sowie weitere
innovative Losungen. Die individuellen
und vielfaltigen Aufgabenstellungen
unserer Kunden zielorientiert und umfas-
send zu bedienen, ist unser Anliegen.

Wir bieten Ihnen alle MafSnahmen zur
Absicherung Ihrer Produkte strukturiert
aus einer Hand.

Forschung

Die Weiterentwicklung macht auch vor der
Welt des Testens nicht halt. Als Impuls-
geber erarbeiten wir schon heute innova-
tive Antworten fur die Problemstellungen
von morgen.

Wir ruhen uns nicht auf dem Stand der
Technik aus, sondern sind kontinuierlich in
Forschungs- und Forderprojekten tatig.
Dabei entwickeln wir neue Methoden
und Losungen fur den Test von Embedded
Systems und streben die schnelle Umset-
zung der fortschrittlichen Forschungs-
ergebnisse in die praktische Arbeit an.

Fur Sie und lhre Test-Fragestellungen,
aktuell und zukiinftig!

Mitarbeiter: Das Ruckgrat der iSyst GmbH

Bei uns zahlt nicht nur das grofse Ganze,
sondernauch jeder Einzelne. Durch unseren
ehrlichen und respektvollen Umgang
schaffen wir eine offene Arbeitsatmospha-
re, in der alle unsere Mitarbeiter kreativ
aber zielorientiert Impulse setzen konnen
und sollen. Denn nur mit dem Fachwissen,
dem Einsatz, der Motivation und dem
Ideenreichtum jedes einzelnen Mitarbeiters

konnen wir gemeinsame Ziele erreichen
und nachhaltig erfolgreich sein.
Hochschulabsolventen, Techniker, vielfaltig
einsetzbare Allrounder sowie Spezialisten
mit jahrzehntelanger Erfahrung vereinen
sich in unserem internationalen Team. Im
konstruktiven Miteinander stellen wir uns
den abwechslungsreichen Herausforde-
rungen unserer Kunden.

...alles aus einer Hand

Die iSyst GmbH entwickelt innovative

Testsystemldsungen.
Komplette Testprojekte vom strukturier-

ten Aufsetzen bis hin zur Umsetzung und
damit zur Absicherung von Hard- und
Software von Embedded Systems.

iSyst GmbH - Hugo-Junkers-Str. 9 - 90411 Nurnberg - info@isyst.de - +49 911/37 665-0







Geboren aus der Notwendigkeit heraus,
dass vor 20 Jahren kein Tooling fur die
Strukturierung von Software-Tests zur Ver-
flgung stand, haben wir unsere gesamte
Kompetenz in einem Software-Produkt,
dem iTestStudio, geblndelt. Anhand
unserer in der tagtaglichen Projektarbeit

stetig wachsenden Erfahrung verbessern
wir dieses laufend und erweitern auch
kontinuierlich unser Software-Produkt-
angebot. Ziel ist dabei eine schnelle und
effiziente Realisierung Ihrer Software-Tests
zu ermdglichen und lhnen Stabilitat und
Sicherheit zu bieten.




iTestStudio, eine Suite fur die Automatisie-
rung von Tests, umfasst die Komponenten
iTestStudio TA und die TestToolkit-Biblio-
theken.

iTestStudio TA (TestAutomation) stellt die
Bedienoberflache der Suite zur Verfligung.
Diese ermoglicht das Zusammenstellen von
Testablaufen, die strukturierte Testausfuh-
rung und das Erstellen von Testreports aus
den Ergebnissen der Testlaufe.

Testablaufe konnen in drei Ebenen struk-
turiert angelegt werden: Einzeltests liegen
in Form von Python-Skripten vor, welche in
Testsequenzen gegliedert und dann in Test-
serien zusammengefasst werden konnen.

In der Testausfuhrung werden die Testskrip-
te in der definierten Abfolge ausgefuhrt. Ein
selektives Testen bzw. Nachtesten — Regres-
sionstest — einzelner Testskripte ist ebenfalls
maoglich.

Automatisierter Software- oder Embed-
ded Software-Test fur z.B. Automotive,
Medizintechnik, Industrie
Skriptgesteuertes Testen mit Phyton
Anbindung an Continuous

Integration Systeme

Testskripte werden in der Sprache Python
verfasst. Somit sind diese leicht versionier-
bar, vergleichbar und einfach zu reviewen.
Das Erstellen und Bearbeiten der Tests kann
Uber eine beliebige Entwicklungsumge-
bung erfolgen. Tests sind zudem einzeln
lauffahig und koénnen auch aufSerhalb der
Testausflhrung Uber die Bedienoberflache
debugged werden.

Nach einem Testlauf wird ein Gesamt-/
Basisreport in einem offenen Datenformat
erstellt, der die Teststruktur und alle zuge-
horigen Einzelergebnisse sowie Metainfor-
mationen zum Testlauf umfasst.

Weitere Reportformate wie HTML, PDF
oder JUnit konnen jederzeit aus dem Ge-
samtreport ausgeleitet werden. Er dient
auch als Basis fur den Datenabgleich mit
ALM-Systemen.

Zum Vergleich der Testergebnisse ist daru-

ber hinaus die Erzeugung von Diff-Reports
aus verschiedenen Testruns moglich.
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Das TestToolkit (TTk) ist eine Sammlung
von Testfunktionen, die einfach in Ihre
Testskripte eingebunden werden kénnen.
Simple Tests, wie z. B. das Vergleichen
zweier Werte mit definierten Schwell-
werten, mussen nicht erneut program-
miert werden.

Die TTk-Bibliotheken zur Testautomatisie-
rung enthalten Werkzeuganbindungen,
Variablenabstraktion und einen umfang-
reichen Satz an Basistestfunktionen.
Neben den vorliegenden Anbindungen
an gangige Tools und Schnittstellen sind
auch jederzeit kundenspezifische Erwei-
terungen maoglich.

Durch die Variablenabstraktion werden
toolspezifische Schnittstellen auf einen
allgemeinen Zugriff Uber get/set abgebil-
det.

Zudem konnen Metadaten wie z.B. Ein-
heit, Beschreibung, Wertetabelle, erfasst
und in Testfunktionen mitverwendet wer-
den. Toolabhangige Sonderfunktionen
bleiben dabei weiterhin nutzbar.

Die Testfunktionen im TestToolkit um-
fassen Basistestfunktionen fur Vergleiche
und Bewertungen, Funktionen zur Be-
wertung von aufgezeichneten Messdaten
sowie Funktionen fur Bus-/Interfacetests
(Signal-tests, E2E).

Die Testbibliotheken werden aktiv ge-
pflegt und fur die Unterstutzung neuer
Standards erweitert. Eine ausfuhrliche
Dokumentation der TestToolkit-Funktio-
nen steht bereit.

Python 2.5 / x86 - —
Python 2.7 / x86 s - -
Python 2.7 / x64 e e
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Unsere iDA Testware wurde speziell
entwickelt, um Hardware in the Loop Test-
systeme (HIL-Testsysteme), Umgebungs-
simulationen und Testautomatisierung zu
verbinden. Der Funktionsumfang der iDA
Testware geht dabei Uber die Aufgaben ei-
ner klassischen Middleware-Lésung hinaus.

Die iDA Testware Ubernimmt die Prozess-
steuerung, Uberwachung und den Daten-
transfer an den Schnittstellen Ihres HIL-Test-
systems, wie z.B. zu Simulationsmodellen
und Testskripten.

Auf einer gemeinsamen Zeitbasis tauschen
Messtechnik, Sensor-, Aktorsimulationen
und Testautomatisierung in Echtzeit Daten
mit Umgebungsmodellen und kundenspe-
zifischen Anwendungen aus.

Die iDA Testware reiht sich nahtlos in das
vorhandene Produktportfolio der iSyst
GmbH ein und rundet dieses funktional ab.

Automatisierter Embedded
Software-Test

Ein-/Ausgabe von digitalen und
analogen Werten

Anbindung von Simulink-Modellen

Anbindung projektspezifischer
Hardware-Schnittstellen

Anbindung kundenspezifischer
Software

Einbindung in verschiedenste
Testsysteme

Unterstutzung verschiedener
Testautomatisierungstools




Deterministisches Scheduling von Simulationstasks

Frei konfigurierbare Schedulingabfolge von Tasks (parallel/seriell)
Blockset fur Simulink zum einfachen Erstellen von Simulationsmodellen
C-Bibliothek zum Erstellen von eigenen Simulationstasks

Herstelleriibergreifende Anbindung an Mess- und 1/0-Hardware tber Plugins

Bereitgestellte Plugins fur Standardschnittstellen (z.B. CAN, Digital-1/0, Analog-I/O)
Anbindung beliebiger Hardware mit Treibern unter Linux Uber eine offene 1/0-Plugin-API

Zentrales Datenmodell mit Systemvariablen

Performanter Datenaustausch zwischen Simulationstasks und I/O-Plugins Uber Shared-Memory
Netzwerkzugriff fur Steuerung, Visualisierung und Testautomatisierung

BranchenUbergreifende automatisierte HIL- und SIL- Tests fur Embedded Software-Tests

iDA Recorder
iDA Blockset
iDA Explorer
iDA Plugin-API

iDA Application-API

Echtzeitrekorder zur testbegleitenden Aufzeichnung von Messdaten
Einfache Anbindung von Simulink-Modellen

Einfache Anzeige und Manipulation von Variablenwerten
Schnittstelle zur Anbindung einer I/O-Hardware

Offene Schnittstelle zur Einbindung kundenspezifischer
(Echtzeit-)Anwendungen, z.B. eigene Simulationsmodelle

Intel x64 (z.B.: Industrie-PC, NUC)
ARMG64 (z.B.: Raspberry Pi)

Linux Debian 11, x64

11



Das iDA Blockset zur Verwendung mit
MATLAB/Simulink ermoglicht das Erstel-
len von Echtzeit-Simulationsmodellen zur
Anbindung an die iDA Testware.

Es erlaubt den Datenaustausch zwischen
Variablen aus dem Datenmodell der iDA
Testware und einem Simulink-Modell.

Uber definierte Read- und Write-Biblio-
theksblocke konnen Werte aus dem Da-
tenmodell in der Simulation gelesen und
geschrieben werden. So kann z.B. auch
ein Simulationsmodell aus Simscape mit
in die Werkzeuglandschaft eingebunden
werden.

READ

1 s
DA integrator
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Blockset

i

Sum

WRITE

Mit der iDA Testware wird das Simulink-
Modell auf dem Echtzeittestsystem peri-
odisch aufgerufen und dabei jeweils ein
Simulationsschritt abgearbeitet.

Das iDA Blockset wird mit Crosscompilern
ausgeliefert und ermdglicht das Erstel-
len von Applikationen fur Intel x64- und
ARM®64-basierte Linuxsysteme.

Ab MATLAB R2020a (Unterstitzung
von 64bit-Datentypen)

==0 4 \:

READ

WRITE




A ™

-
I B EE R R R

-
—_
_—
-
=

Viele Devices under Test (DUTs) bendtigen
konditionierte Strom- und Spannungs-
pegel, damit ein Hardware in the Loop-
Testsystem angeschlossen werden kann.
Dies effizient zu realisieren ist unser
Anspruch. Bedingt durch immer intelli-
gentere Sensoren trafen wir daher die
bewusste Entscheidung unser Portfolio

THUE

"J.’I‘F‘
5
[

|
#
L ]
- i

joil &

CH1Y

strukturiert zu erweitern und entwickeln
seither kontinuierlich Karten und Bau-
gruppen, welche die immer komplexeren
Protokolle zu den Sensoren abdecken.
Wir bieten Ihnen ein breites Spektrum an
Sensorsimulationen wie PSI5, SENT oder
LIN und erméglichen auch die Anbin-
dung von Komponenten via SPI.
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Karte zum Filtern und Verstarken von Signalen. Universell einsetzbar —
deckt nahezu die gesamte Bandbreite an Anforderungen im Testbereich ab.

2

8 Kanale
Differentielle Eingange

Butterworth-Filter 5ter Ordnung mit
einstellbarer Grenzfrequenz

Eingangs- und Ausgangsverstarkung
separat einstellbar

Das Board bietet 8 Kanale mit
differentiellen Eingangen.

Verstarkungen oder Grenzfrequenzen fur die Signalfilterung konnen individuell fur jeden
Kanal eingestellt werden.

Die Gesamtverstarkung ergibt sich fur jeden Kanal aus einer Kombination der Ein- und
Ausgangsverstarkungen.

Durch den hohen Eingangsspannungsbereich von 60 V kann direkt am Prufling
gemessen werden.

Ein zuschaltbarer Shunt-Messwiderstand ermdglicht eine Strom/Spannungs-Wandlung
(bei Einsatz in Verbindung mit einer Strommesskarte).

Messen von Spannungen und Stromen

Simulation von Sensorsignalen



HARDWAREPRODUKTE -

Analoge
Signalkonditionierungskarte — ASK

Technische Details

Versorgungsspannung + 15 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand 140 mA
Eingangsspannungsbereich + 60 VDC
Strommessung Shunt 100 Q bis 25 A
Ausgangsspannung + 13 VDC
Ausgangstreiberleistung + 30 mA
Ausgangswiderstand 100 Q
Verstarkungen Eingang 0,2/04/1
Verstarkungen Ausgang 1/2,5/5
Filterfrequenzen 12 Hz, 110 Hz, 1050 Hz
Grenzfrequenz 10 kHz
Uberspannungsschutz Klemmdioden + 65 VDC
Bauform Steckkarte 220 x 100 mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ C
Version HW HW 3v2
Bestellinformation ASK_3v2
Optional Variante mit galv. Trennung

l :
® ¢ o IS
A iy L
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Analogkarte_3vZ ¢ ¢ ¢
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Karte zur Signalaufbereitung, Erhéhung der Treiberleistung und Pegelanpassung. Universell
einsetzbar — deckt nahezu die gesamte Bandbreite an Anforderungen im Testbereich ab.

16 unabhangige Kanale
Eingange mit Pullup-/ 9 ix
Pulldown-Widerstanden Q '

Ausgange konfigurierbar als
Highside-Schalter,
Lowside-Schalter, Logiklevel
Signalinvertierung

Signalfluss umkehrbar

An jedem Eingang der 16 Kanale
kann wahlweise ein Pullup- oder
Pulldown-Widerstand aktiviert werden.

Die Eingangsschaltschwelle liegt bei 2,5 V.

An jedem Kanal konnen (unabhangig) Logik und Signalfluss invertiert werden.

Die Ausgange treiben als Highside-Schalter konfiguriert max. 2 A bei bis zu 30 V.

Jeder Ausgang kann zudem als Lowside-Schalter (max. 5,3 A bei 10 V) konfiguriert werden.

Durch den internen Pullup-Widerstand lasst sich ein frei wahlbarer Logikpegel bis 30 V
ausgeben.

Simulation von Lowside-Schaltern und PWM-Signalen

Ansteuerung von Relais und Erfassung digitaler Zustande



Versorgungsspannung 5...36 VDC

Stromaufnahme Ruhezustand 50...300 mA
Eingangsspannungsbereich bis 26 VDC
Eingangsschwellspannung 2,5 VDC
Ausgangsspannung

Highside-Schalter, Lowside-Schalter, Logiklevel 30 Vbe
Ausgangstreiberleistung

Highside-Schalter 2A
Lowside-Schalter 53A
Logiklevel 20 mA
Bandbreite 200 kHz
Uberspannungsschutz Klemmdioden

Steckkarte 220 x 100 mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ C
HW 3v1

DSK_3v1

Variante mit galv. Trennung
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Karte zum Anlegen von elektrischen Fehlern. Eine fur Alles: Signal- und Lastpfade.

6 Kanale

2 unabhangige Fehlerpfade
Belastbarkeit 20 A pro Kanal
Ansteuerung via CAN

Durch die geringen Schaltzeiten und den niedrigen Widerstand ist der Einsatz auch bei
grofSer Strombelastung maoglich.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle ermdglicht eine hohe Skalierbarkeit und eine
einfache Integration in jedes System - auch nachtraglich oder dezentral.

Die unterschiedlichen Fehlerpfade erlauben gleichzeitiges Anlegen von unabhangigen
Doppelfehlern.

Simulation von Leitungsunterbrechungen und Kurzschlissen

Versorgungsspannung 12...32 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand 60 mA
Strombedarf pro Relaisspule 50 mA
Schaltleistung 20A@ 16 VDC; 0,5 A @ 50 VDC
Kanalwiderstand, typ. 0,05 Q
Schaltzeiten, max. (6ffnen, belastet) <5ms

Steckkarte 220x100mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ E
HW 4v1/SW 4.1.4

iFIUCard_4v1



Karte zum Anlegen von elektrischen Fehlern an CAN- und FlexRay-Bussystemen.
Speziell angepasst an die Anforderungen von Bussystemen.

6 Busse
2 unabhangige Fehlerpfade
Impedanzangepasst

Ansteuerung via CAN

M.
Y EISYST

\ersorgungsspannung
Stromaufnahme Ruhezustand
Maximalstrom Busleitung
Maximalspannung Busleitung
Busleitungswiderstand, typ.

Schaltzeiten, typ.

Die Leiterbahnen sind an Bussysteme
impedanzangepasst.

Die Halbleiterrelais erlauben ein schnelles
Schalten bei kleinen Kontaktwiderstanden.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle
ermoglicht eine hohe Skalierbarkeit und
eine einfache Integration in jedes System
- auch nachtraglich oder dezentral!

Kombinierbar mit iFIUCard.

Simulation von Leitungsunterbrechungen
und Kurzschlissen in Bussystemen

Gleichzeitiges Anlegen von unabhangi-
gen Doppelfehlern mittels unterschied-
licher Fehlerpfade

12...32 VDC
90 mA
0,6 A

60 VDC
0,5Q

1T ms

Steckkarte 220x100mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ C
HW 1v2 /SW 1.2.3

iIFIUCANFR_1v2

19
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Closed-Loop-Stromwandler mit Stromausgang.
Keine Verfalschung des Messpfades durch berUhrungsfreie Messung.

Das Board bietet 4 Kanale mit Strom-

4 Kanale .
ausgangen.

Strompfad wird nicht durch die
Messung beeinflusst

Die Messbereiche sind einstellbar.

) ) [ U - DC-M .
Messbereiche einstellbar Einsetzbar fur AC- und DC-Messungen
Variabler Messwiderstand (sekundar).

"o

Messung von Gleich- und Wechselstromen an Versorgungen oder Lasten



HARDWAREPRODUKTE -

Strommesskarte — SMK

Technische Details
Versorgungsspannung

Stromaufnahme Ruhezustand bei 24 V

18...42 VDC

80 mA Ruhestrom + max. 25 mA je Kanal

Messbereich +5A.£25A
Ausgangsstrom + 25 mA
Messwiderstand 100 Q...300 Q
Response time <1ps
Grenzfrequenz 150 kHz
Bauform Steckkarte 220x100mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ M 24+8
Version HW HW 2v3
Bestellinformation SMK_2v3

Optional

Messwiderstand in Verbindung mit ASK_3v2
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Per CAN schaltbare digitale Highside-Ausgange.
Schnelles Schalten der Ausgange bei bis zu 2 A Treiberleistung!

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle

42 Kanale ermoglicht  eine  hohe  Skalierbarkeit
2 A Treiberfahigkeit pro Kanal und eine einfache Integration in jedes
Ansteuerung via CAN System - auch nachtraglich oder dezentral!

Ansteuerung von
Relais und Ventilen

Simulation von
Sensorsignalen

Versorgungsspannung 12...32 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand 230 mA
Highsidespannung Versorgung - 0,5V
Maximalstrom pro Kanal 2A
Schaltzeit << 1ms

Steckkarte 220x100mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ C
HW 4v0 /SW 4.2.0

iCAN2DIG_4v0



Digital einstellbarer Widerstand.

Direkt bestlckbar fur grofse Widerstandsbereiche bei hoher Auflésung.

Widerstandsbereich durch
Bestuickung anpassbar

kaskadierbar
belastbar bis 12 A

Simulation dynamischer
Lasten und Sensoren

Simulation niederohmiger
KurzschlUsse

Versorgungsspannung
Ansteuerung HS-Schalter
Strombedarf pro Relaisspule

Schaltzeiten, max. (6ffnen, belastet)

Einsatz grofSer Baugrofen (Leistungs-
widerstanden) maoglich.

Ansteuerung wahlweise mit TTL-Signa-
len oder per 12 V Highside-Schalter.

8...15VDC

4 VDC.. Versorgung
50 mA @12 VDC

<4 ms

Leiterplatte 160 x 100 mm
HW 1v2

iDigiRes_1v2
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- HARDWAREPRODUKTE

Stromsenke — iCurrentSink

Karte zum Einstellen von Strompegeln. Uber die Eingangsspannung wird der Strom eingestellt.

Highlights Key Benefits

- Das Board bietet 24 Kanale bei hohem
Eingangswiderstand.

+ 24 Kanale

 Hoher Eingangs- und Ausgangs-
spannungsbereich und
Ausgangsstrom

+ Die Eingangsbeschaltung kann fur ver-
schiedene Steuerspannungen variiert

. werden.
* Spannung/Strom-Ubersetzung

einstellbar

« Der Ausgangsstrom kann durch Beschal-
tung an die Anforderungen angepasst
werden.

Typischer Einsatzzweck

« Simulation digitaler 2-Draht-Sensoren, z.B. 2-Leiter-Hall-Sensoren fur Motoren

24



Versorgungsspannung

Stromaufnahme Ruhezustand
Eingangsspannungsbereich
Maximale Ausgangsspannung

Ausgangstreiberleistung

+ 15VDC
50 mA
0...15VDC
45 VDC

500 mA

Steckkarte 220x100mm, 4TE, Stecker DIN 41612 Typ C
HW 2v0

iCS_2v0

25
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Aktiver Stern fUr FlexRay-Bussysteme. Abschaltung fehlerhafter Pfade (z.B. im Falle elektrischer
Fehler) ohne die anderen Pfade zu beeintrachtigen.

Unterstutzung von A- und B-Kanal
8 (aktiv) entkoppelte und terminierte Pfade je Kanal

Remote und Local wake-up-Funktionalitat




Kompatibel zu FlexRay electrical physical layer v3.0.

Unterstutzung von Datenraten bis zu 10 MBit/s.

Standardkonforme Terminierung und ESD-Schutzbeschaltung jedes Flexraypfads.

Einfache Verdrahtung der Flexraypfade Uber Harting har-flexicon Steckverbinder mit Push-

In-Federkraftanschluss.

Verdrahtung von zwei Pfaden (jeweils A- und B-Kanal) Uber D-SUB9 Schnittstellen mit
gangiger Belegung (kompatibel zu z.B. Vector, National Instruments...).

FlexRay Restbussimulationen

\Versorgungsspannung
Stromaufnahme Ruhezustand
Maximalspannung Busleitung

Abschlusswiderstand

9...40 VDC
15 mA @ 24 VDC
25 VDC

95 Q

Trager zum Aufrasten auf Hutschiene

Lange: 122 mm, Breite: 123 mm, Hohe: 85 mm
HW 2v0

iFlexRayStern_2vO0

ohne B Kanal: nur Basisboard A

27
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Baugruppe zur Simulation von LIN-Schnittstellen.
Umfangreiche Fehlerinjektionsmoglichkeiten fur Testzwecke.

4 LIN-Kanale

Bitrate bis 19,2 kBit/s

Master- und Slave-Funktionalitat

HW- und SW-Fehlerinjektionsmoglichkeiten
Galvanische Trennung von LIN-Bussen

Ansteuerung via CAN

Simulation von LIN Master- oder Slave- Devices




Unterstutzung des LIN-Protokolls V1.0 bis V2.2a.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle ermdglicht eine hohe Skalierbarkeit und eine
einfache Integration in jedes System - auch nachtraglich oder dezentral!

Automatisierte Umschaltung zwischen Master- und Slave- Funktionalitat.

Zur Fehlerinjektion konnen Prufsumme, Paritatsbits und die Datenlange manipuliert werden,
die Busleitung kann unterbrochen und es kdnnen Kurzschlusse hergestellt werden.
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Versorgungsspannung inkl. Verpolschutz 9...36 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand 200 mA @ 24 vDC
Maximalspannung Busleitung 30 VDC

Steckkarte 220x100mm, 5TE, Stecker DIN 41612 Typ C
HW 1v1/SW 1.2.1
iLINsim_1v1

Alugehause
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Baugruppe zur Simulation von SPI-Schnittstellen. Von einer 1:1-Umsetzung der Daten
(z.B. Simulation eines A/D-Wandlers) bis hin zur Implementierung von kundenspezifischen
Protokollen sind alle Optionen realisierbar.

2 SPI-Kanale
Bis zu 20 MBit/s Bitrate /
20 MHz Arbeitsfrequenz der SPI

HW- und SW-Fehlerinjektions-
maoglichkeiten

Ansteuerung via CAN

SPI-Master- und Slave-
Funktionalitat

Umsetzung der Daten von CAN auf SPI
und umgekehrt.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle ermoglicht eine hohe Skalierbarkeit und eine
einfache Integration in jedes System - auch nachtraglich oder dezentral!

Als Betriebsmodi sind sowohl Full-Duplex- als auch Listen-Only moglich.

Die Schnittstellenparameter Bitorder, Phase, Taktpolaritat und die Lange der Datenkom-
munikation lassen sich bequem per CAN einstellen.

Zu Test- und Entwicklungszwecken kénnen Prufsumme und Paritatsbits im SPI-Protokoll
berechnet und manipuliert werden.

Als SW-Fehlerinjektionen konnen auf Protokollebene z.B. eine falsche Datenlange, fehler-
hafte CRC oder Paritat eingestellt werden; Erweiterungen nach Kundenanforderungen
sind moglich.

Zur HW-Fehlerinjektion kann ein Kurzschluss der SPI-Versorgung hergestellt werden.



Simulation von Sensoren (z.B. Beschleunigungssensoren), die per SPI-Schnittstelle ein
proprietares Protokoll einsetzen.

Versorgungsspannung 10...30 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand 100 mA @ 15 vDC
Maximalspannung SPI 5,5 VDC

Leiterplatte 160x100mm, IDC-Steckverbinder, Alugehause
HW 4v0

iSPIsim_4vO0
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Baugruppe zur Simulation

von PSI5-Schnittstellen.
Umfangreiche Fehlerinjektions-
maoglichkeiten fur Testzwecke.

4 PSI5-Kanale
Bitrate bis 189 kBit/s

HW- und SW-
Fehlerinjektionsmaoglichkeiten

Ansteuerung via CAN

Unterstutzung des PSI5-Protokolls V1.3 bis V2.2.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle ermdglicht eine hohe Skalierbarkeit und eine
einfache Integration in jedes System - auch nachtraglich oder dezentral!

Abbildbar sind die Topologien Point-to-Point-, Parallel-, Universal- und Daisy Chain Bus
Mode.

Als Sensormodi werden Single Sensor, Sensor Cluster oder Multi-Channel-Sensor im
asynchron oder synchron Modus unterstutzt.

Die Schnittstellenparameter Bitrate, Bustiming und die Lange der Datenkommunikation
lassen sich bequem per CAN einstellen.

Zu Test- und Entwicklungszwecken konnen Prifsumme und Paritatsbits berechnet und
manipuliert werden.

Als Softwarefehlerinjektionen kénnen das Startbit und die Slotlange modifiziert werden,
Bit- und Slotjitter sowie Slotausfall sind applizierbar.

Zur Hardwarefehlerinjektion kann die Busleitung unterbrochen und es kdnnen Kurzschltsse
hergestellt werden.



HARDWAREPRODUKTE -

Sensorsimulationskarte — iPSI5sim

Typischer Einsatzzweck

» Simulation von PSI5-Sensoren

Technische Details

Versorgungsspannung inkl. Verpolschutz 9...36 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand 130 mA @ 24 VDC
Strompegel Busleitung einstellbar 0...120 mA
Maximalspannung Busleitung 22 VDC

Schwellspannung
Sensorversorgung aktiv

PSI5-Trigger 13 xgg'
Bauform Steckkarte 220x100mm, 6TE, Stecker DIN 41612 Typ C
Version HW/SW HW 5v1/SW 5.1.0
Bestellinformation iPSI5sim_5v1
Optional Alugehause
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Baugruppe zur Simulation von SENT-Schnittstellen.
Umfangreiche Fehlerinjektionsmaoglichkeiten fur Testzwecke.

4 galvanisch getrennte SENT-Kanale
Ubertragungsrate von 24,7 kBit/s
bis 64,9 kBit/s nach SAE J2716

HW- und SW-Fehlerinjektions-
moglichkeiten

Ansteuerung via CAN

Unterstutzung der Formate
Enhanced- oder Short Serial Message.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle ermdglicht eine
hohe Skalierbarkeit und eine einfache Integration in jedes System -
auch nachtraglich oder dezentral!

Als Softwarefehlerinjektionen konnen die Tick-Time, Prufsumme und die Lange des
Pause-, Sync-, High- oder Low- Pulses modifiziert werden.

Die Anzahl der Daten-Nibble oder der Ausfall eines Data-Frame ist applizierbar, der Rolling
Counter kann gestoppt werden.

Zur HW-Fehlerinjektion kann die Busleitung unterbrochen und es konnen Kurzschlisse
hergestellt werden.




Simulation von SENT-Sensoren

Versorgungsspannung inkl. Verpolschutz 8...42 VDC
Stromaufnahme Ruhezustand 150 mA @ 24 VDC
Maximale SENT-Sensorversorgungsspannung 9 VDC

Steckkarte 220x100mm, 6TE, Stecker DIN 41612 Typ C
HW 3v1 /SW 2.4.0

iISENTsim_3v1

Alugehause
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Karte zum hochgenauen Messen von Spannungen und Stréomen. Fungiert als integriertes und
automatisiertes Multimeter im Testsystem.

Analoger Spannungs- Eingang /
Ausgang

PWM Eingang/Ausgang
Weitbereichseingang flr Strommessung

Ansteuerung via CAN und Prifung von
CAN-Bussystemen

Drei wahlbare Messbereiche
ermoglichen eine hohe Genauigkeit der shunt-basierten Strommessung.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle ermoglicht eine hohe Skalierbarkeit und eine
einfache Integration in jedes System - auch nachtraglich oder dezentral!

Die Messung analoger Spannungen kann wahlweise single ended oder differentiell erfolgen.
Anforderungsabhangig kann die Strommessung auf der Highside oder Lowside erfolgen.

Die Baugruppe stellt drei fixe, hochgenaue Spannungsreferenzen (2,5 V, 5V, 10 V) zur
Verflgung. Daruber hinaus kann eine variable Spannung bis 20V generiert werden.

Uber einen PWM-Ausgang kann ein einstellbares PWM-Signal generiert werden.
Gleichermaf3en ist Uber einen PWM-Eingang die Messung eines PWM-Signals moglich.

Die analogen Messungen kénnen Uber SW-Parameter abgeglichen werden.

Prafung von Strom- und Spannungsmessungen
Ruhestrommessungen von Embedded Systems

Signalvorgaben analog, digital, PWM, CAN im HIL-System



Versorgungsspannung

Stromaufnahme Ruhezustand

Strommessbereich
Low

Mid

High

Spannungsmessung

Auflésung Spannungsmessung

Referenzspannungen
Low
Mid
High

Genauigkeit Referenzspannungen
Spannungsgenerierung

PWM-Generierung
Duty Cycle
Frequenz

PWM-Messung
Duty Cycle
Frequenz

18...42 VDC

50 mA

3,125 mA
277,7 mA
37,5A

32 VDC

1,25 mA

2,5VDC
5VDC
10 VDC

0,10 %

0,4...20 VDC

0...100 %
0,1 Hz...200 kHz

0...100 %
0...40 kHz

Steckkarte 220x100mm, 6TE, Stecker DIN 41612 Typ E
HW 1v0 / SW 1.0.1

iISRC_1vO
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HARDWAREPRODUKTE

PWM-Generator
und -Analysator — iISyPWM

Karte zum Erzeugen und Messen von PWM-Signalen.

Highlights

- 8 Kanale

+ Ein-/Ausgang wahlbar

* Hohe Auflésung

+ Galvanische Trennung optional

« Ansteuerung via CAN

Key Benefits

Das Board bietet 8 Kanale, die in
4er-Gruppen als Ein- oder Ausgange
konfigurierbar sind.

Die Ansteuerung per CAN-Schnittstelle er-
maoglicht eine hohe Skalierbarkeit und eine einfache Integration in jedes System - auch
nachtraglich oder dezentral!

Die Bereichsumschaltung bietet einen breiten Frequenzbereich bei hoher Auflésung von
Frequenz und Duty Cycle.

Die Eingangsschaltschwelle liegt bei 2,5 V.

Die Highlevel-Ausgangsspannung kann extern angelegt oder zu +5 V (intern generiert)
gewahlt werden.

Die optionale galvanische Trennung erlaubt eine storungsarme Anbindung an die Umgebung.

Typischer Einsatzzweck

Simulation von z.B. Hallsignalen

Messung von BLDC-Ansteuersignalen

iSyst GmbH - Hugo-Junkers-Str. 9 - 90411 Nurnberg - info@isyst.de - +49 911/37665-0



Versorgungsspannung
Stromaufnahme Ruhezustand
Eingangsspannungsbereich
Eingangsschwellspannung
Highlevel-Ausgangsspannung

Ausgangstreiberleistung

Frequenzbereiche PWM-Messung
Low

Mid

High

Duty Cycle PWM-Messung

Frequenzbereich PWM-Generierung

Duty Cycle PWM-Generierung

8...42 VDC

100 mA @ 24 VDC
30 VDC

2,5VDC

30 VDC

25 mA

2 Hz...1 kHz
1 kHz...20 kHz
20 kHz...200 kHz

1...99 %
2 Hz...200 kHz

5..95%

Leiterplatte 160x100mm, IDC-Steckverbinder
HW 1v2 /SW 1.2.3
iSyPWM_1v2

Variante mit galv. Trennung
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Modulare Testsysteme

Testsysteme zu entwickeln, die nicht aus-
schliefBlich fur einen Anwendungszweck
ausgelegt sondern modular und erwei-
terbar sind, ist unsere Passion. Damit
bringen wir Sie in die vorteilhafte Lage
ganze Generationen von Steuergeraten
an einem einzigen Testsystem prufen zu
konnen, naturlich 24/7.

Auch den Anforderungen der Functional
Safety werden wir mit unseren zielge-
richteten Entwicklungen gerecht. Unser
Selbsttest pruft jeden einzelnen Ein- und
Ausgangskanal des Echtzeitsystems bei
verbundenem Device under Test (DUT).




Hardware In The Loop (HIL)-Testsysteme
bieten die Mdglichkeit, einzelne aber auch
mehrere Steuerungen durch Simulation
entsprechender Zustande, unter Echtzeit-
bedingungen und multiplen Umgebungs-
einflissen auf ihre Funktionalitat hin zu
testen. Wir konfektionieren unsere mo-
dularen HIL-Testsysteme kundenspezifsch
und individuell.

Gemeinsam analysieren wir lhren Prufling
und Ihr (Test-)Anliegen: Was soll getestet
werden und welche elektrischen Schnitt-
stellen mussen behandelt werden? Mit
unserer Erfahrung designen wir daraus lhr
optimales Testsystem.

Anhand der Kundenanforderungen wah-
len wir die passenden Systemkomponen-
ten. Ausgehend von der Aufbauweise
Uber das Echtzeitsystem bis hin zur Sig-
nalkonditionierung, Lastsimulation und
der Fehlerinjektion. Eine geeignete Pruf-
lingsversorgung sowie die Anbindung von
Kommunikationsbussen und Diagnose-
tools runden die Kernfunktionalitaten ab.
Bedingt durch das iSyst iDA Testware-Kon-
zept lassen sich auch fur spezifische An-
forderungen Losungen realisieren.

Adaptionen und Erweiterungen sind
hochst effzient zu realisieren. Damit er-
halten Sie das optimale Hilfsmittel zur Be-
waltigung anfallender Testvorhaben mit
hohem Automatisierungsgrad.

Unsere HIL-Testsysteme:
fur Sie entwickelt, um Ihre Testaufgaben
zu erfullen!

Vom kostengunstigen MiniHIL far Ent-
wicklerarbeitsplatze bis hin zum hochper-
formanten iSyTester flr komplexe Einsatz-
zwecke im Integrationstest decken wir
eine grofde Bandbreite ab. Dabei nutzen
Sie Synergien wie etwa eine wiederver-
wend- und Ubertragbare Testumgebung
sowie -skripte und die stets gegebenen
Automatisierungsmaoglichkeiten.

Unsere HIL-Testsysteme bedienen einen
Einzelsteuergeratetest ebenso wie einen
Test mehrerer Steuergerate — auch gleich-
zeitig im Verbund.

Erweiterungen sind durch die modulare
Bauweise schnell und kostengunstig rea-
lisierbar und werden vorausschauend ein-
geplant.




- TESTSYSTEME

HIL-Testsysteme

Fertigung in der eigenen Manufaktur

Damit Sie schnellstmdglich ein Testsystem
einsatzbereit haben, sind wir darauf spezi-
alisiert die Gerate fachgerecht, schnell und
effizient im eigenen Haus herzustellen.

Der Einsatz hochwertiger mechanischer
Komponenten, elektrischer Betriebsmittel
und elektronischer Bauteile gewahrleistet

COB - ConnectionBox

ein langlebiges, stabiles und robustes Test-
system - Uber Steuergerategenerationen
hinweg.

Die HIL-Testsysteme werden vor Ausliefe-
rung 100% auf Funktion gepruft. Mithilfe
unseres iSyst Selbsttests, erfolgt die finale
Abnahme automatisiert.

Zentraler Einschub, der die projektspezi-
fischen Komponenten des Pruflings samt
Lasten mit dem generischen Teilsystem,
bestehend aus SC und Echtzeitrechner,
verbindet. Die Pruflingsversorgung wird
ebenfalls hier ans Gesamtsystem ange-
bunden.

SC - SignalConditioning

Zur Aufnahme von Steckbaugruppen
zur Signalkonditionierung zwischen der
Echtzeithardware und dem Prufling.

FIU — FailurelnsertionUnit

Einschub zwischen Prafling und COB zur
Einstreuung von Fehlern und Strommes-
sung fur ausgewahlte Signale.

Echtzeitrechner

Robuster Industrie-PC mit PCl/e Steck-
platzen fir 10-Boards und modernsten
Intel Prozessoren.

Pruflingsversorgung

Bidirektional fernsteuerbare Konstant-
spannungs-/stromquelle in verschiedenen
Leistungsklassen.

iSyst GmbH - Hugo-Junkers-Str. 9 - 90411 Nurnberg - info@isyst.de - +49 911/37665-0




Stabile Spannungsversorgungen fur die
Mess- und Stimulationsbaugruppen mit
Verstarkern, Relais und ICs.

Konforme Verdrahtung von beispielswei-
se CAN (FD) und FlexRay, als aktiver Stern,
mit impedanzangepasster Fehlerinjektion.

Einschub auf Teleskopschienen zur sicheren
Aufbewahrung des Pruflings bei kurzen
Leitungslangen.

Baugruppentrager zur Aufnahme von
Original- und/oder Ersatzlasten zur Last-
simulation.
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- TESTSYSTEME

HIL-Testsysteme

BOB — Breakoutbox

Als Variante im 19"-Rack integriert oder In Kombination mit unserem Mini-HIL
(wie abgebildet) extern angeschlossen, ideal fur Entwicklerarbeitsplatze, um
bietet lhnen die Breakoutbox den Zugriff schnell und effizient Fortschritte in der
auf samtliche Signale. Entwicklung erzielen zu kénnen.

Die 4mm- oder 2mm- Buchsen mit
Messabgriff erlauben den schnellen und
bequemen Zugang zur Spannungs- und
Strommessung.
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Unsere HIL-Testsysteme kdénnen mit Funk-
tionen zur Eigendiagnose des Testsystems
(Selbsttest) ausgestattet werden. Durch
automatisierte Testablaufe kann hiermit
jederzeit zeitsparend und ressourcenscho-
nend der Zustand des Testsystems ermittelt
und dessen korrekte Funktion nachgewie-
sen werden. Als Basis fur die Selbsttest-
durchfuhrung dienen die Komponenten
der Fehlerinjektion, die um die iSystem-
ReferenceCard zur hochgenauen Mes-
sung und Stimulation von Spannungen
und Stréomen erweitert werden. Hierdurch
konnen die verschiedenen Signalpfade im
HIL-Testsystem Uber alle Baugruppen, Ka-
bel und Verbindungen hinweg funktional
gepruft werden.

Die zugehorigen generischen Testablaufe
basieren auf der iSyst Testsuite (iTestStudio
und TestToolkit) und werden durch eine
Konfigurationsdatei auf das jeweilige Test-
system parametrisiert. Die Durchfuhrung
des Selbsttests kann per Knopfdruck an-
gestofsen werden, woraus ein Testbericht
resultiert, der die korrekte Funktion des
Testsystems nachweist und im Fehlerfall
Funktionsausfalle lokalisiert. Probleme am
Testsystem konnen auf diese Weise zeit-
nah aufgedeckt und beseitigt werden,
wodurch Ausfallzeiten und daraus folgen-
de Verzégerungen minimiert werden.

et Siudie: Test Automstion v3.1.0

e Test Strecture  Test Dnecution  Test Reperting  Help

Tt Project

« HIL_Selbsttest Sebect Prigect

Current Teit Soried

Selftestiser

Pun All Tests ‘

Generste Bepost

Foan Tests

o License DK




Testen, aber richtig.

Unsere Erfahrung ist Ihre Ersparnis.
Die funktionale Sicherheit verlangt von
allen Disziplinen einen gesteuerten
Prozess. Leider kommt der Test immer
sehr spatim Entwicklungsprojekt. Wenn
dann der Druck durch den Endkunden
in Form einer Taskforce steigt, braucht
man professionelle Hilfe. Sehr oft
steigen wir in genau so einer Phase in
ein Projekt ein, da wir durch unsere

Erfahrung wissen, schnell und effizient
die richtigen Dinge zur richtigen Zeit
beim Test anzugehen. Sie als unser
Kunde kdénnen hier profitieren. Gerne
ubernehmen wir fur Sie das komplette
Management beim Software-Test durch
unsere zertifizierten Testmanager und
unterstutzen Sie bei der Erstellung von
testbaren Anforderungen.




SOFTWARETEST -

Testplanung & -management

« Bewertung Testbasis

- Teststrategie und Testplan

 Planung und Steuerung

- Berichterstattung

Bewertung der Testbasis

Aufbauend auf einer grindlichen Analyse
der Testbasis wird sichergestellt, dass die
Anforderungen hinsichtlich der Eingangs-
kriterien der jeweiligen Testlevel Uberpruft
und bewertet werden. Nachfolgend wer-
den im Bedarfsfall entsprechende Vor-
schlage fr MafSnahmen zur Optimierung
abgeleitet und vorgestellt.

Teststrategie und Testplan

Zugeschnitten auf lhre Bedurfnisse werden
Teststrategie und Testplan fur das jeweili-
ge Projekt erarbeitet oder ein projektspe-
zifischer Testplan von einer bestehenden
Teststrategie abgeleitet. Bei Bedarf wird
eine Analyse der Teststrategien und Test-
plane anderer Disziplinen durchgefihrt,
um Vorschlage fur Mafsnahmen zur Opti-
mierung der Zusammenarbeit abzuleiten
und vorzustellen. AbschlielSend wird eine
Regressionsteststrategie und Vorschlage
zu deren adaquater Umsetzung erarbeitet.

Die von anderen Disziplinen verwendeten
Anforderungen werden bereits zu Beginn
von Experten hinsichtlich Testbarkeit und
Akzeptanzkriterien gepruft.

Eine solide und hinsichtlich des Test-
prozesses optimierte Testbasis reduziert
den Aufwand und Kosten in spateren
Phasen und ermdglicht entwicklungs-
begleitende Tests zur frihen Absicherung
der Produktqualitat.

Eine frihe Abstimmung der Mafldnahmen
zur Absicherung der Produktqualitat redu-
ziert den Aufwand und Kosten in spate-
ren Phasen und ermoglicht eine moglichst
effektive und effiziente Zusammenarbeit
aller Disziplinen.

Die Abstimmung erfolgt sowohl mit dem
Projektplan als auch der Projektleitung. Sie
wird durch die Verfolgung (Tracking) der
Testaktivitaten und der Sicherstellung der
Konformitat aller Testaktivitaten mit de-
finierten Prozessen, Methoden, Normen
und Standards unterstutzt.
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- SOFTWARETEST

Testplanung & -management

Planung und Steuerung

Die Planung und Priorisierung der Testak-
tivitaten und Tests (Testziele, Testobjekte,
Testaufwand, Ressourcen und Zeitplane)
erfolgt in Abstimmung mit dem Projekt-
plan und der Projektleitung unterstutzt

durch die Verfolgung (Tracking) der Test-
aktivitaten und Sicherstellung der Konfor-
mitat aller Testaktivitaten mit den definier-
ten Prozessen, Methoden, Normen und
Standards.
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Berichterstattung

Die Berichterstattung (Reporting) des Test-
status wird an den vorhandenen Projekt-
schnittstellen empfangergerecht aufberei-
tet und rechtzeitig zur Verfigung gestellt.

Die Einhaltung von definierten Prozessen,
Methoden, Normen und Standards, so-
wie die Planung und Abstimmung im Pro-
jekt unterstutzt einen zielgerichteten und

reibungslosen Projektverlaufundvermeidet
unnoétigen Aufwand und Kosten.

Zeitintensive, wiederkehrende  Bericht-
erstattung kann automatisiert und trans-
parent visualisiert werden. Das Vertrauen
in die Berichterstattung und damit letzt-
endlich in die Testergebnisse und das Test-
team werden nachhaltig gestarkt.



Analyse

SOFTWARETEST -

+ Analyse der Testbasis

* Review von Anforderungen auf
Testbarkeit

+ Analyse von Testergebnissen

« Analyse von Fehlerbildern bei der
Testdurchfiihrung

B g
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Analyse der Testbasis

Eine Analyse aller Dokumente, aus denen
die Anforderungen ersichtlich werden,
die an eine Komponente oder ein System
gestellt werden, bilden die Basis fur die
Herleitung und Auswahl der Testfalle
sowie der geplanten Mafsnahmen zur
Absicherung der Produktqualitat.

Review von Anforderungen auf Testbarkeit

Ein Review aller Anforderungen erfolgt mit
dem Ziel, Testbedingungen und Testfalle
davon ableiten und spezifizieren, sowie
nach einer Durchflhrung der Testfalle
die Anforderung als erflllt bestatigen zu
konnen.

Ein frihzeitiges Review der Anforderungen
auf Testbarkeit durch Experten verbessert
die Qualitat der Anforderungen und

deren Nutzbarkeit fUur MalSnahmen zur
Qualitatssicherung.

Die Erfullung von Anforderungen kann
entwicklungsbegleitend, z.B. auch im
Sinne eines Test Driven Development,
standig gepruft und verfolgt werden,
wodurch eine hohe Testabdeckung von
Anfang an ermaglicht werden kann.
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- SOFTWARETEST

Analyse

Analyse von Testergebnissen

Die Analyse der Testergebnisse hinsichtlich
der Ursache von Auffalligkeiten im
Testprotokoll, wird bereits zeitnah und
vor der Berichterstattung im Projekt
durchgefuhrt.

Nach einer frihzeitigen Analyse durch
Experten koénnen Auffalligkeiten meist
schon sehr schnell kategorisiert werden,

um diese zielgerichtet an die zustandigen
Disziplinen zu adressieren.

Fehler im Bereich der Testaktivitaten und
Testsysteme  konnen somit fruhzeitig
erkannt werden. Es werden belastbare
und relevante Fehlerbilder an das
Entwicklungsteam Ubermittelt und kdnnen
bei Nachfragen kompetent mit weiteren
Fakten untermauert werden.

Analyse von Fehlerbildern

Die Analyse von Auffalligkeiten, die als
Fehlerbilder im Sinne der Anforderungen
eingestuft wurden, wird in enger
Zusammenarbeit mit dem Entwicklungs-
team durchgefuhrt.

Die Beschreibung von Fehlerbildern und
die Moglichkeit bestimmte Situationen am
Testsystem gemeinsam mit Mitgliedern
des Entwicklungsteams nachzustellen, er-
moglicht eine sehr effektive und effiziente
Unterstutzung des Entwicklungsteams bei

der Fehleranalyse und Ursachenforschung.
Die Ursachenforschung bei Fehlerbildern
kann an den Testsystemen, die zur
Qualitatssicherung fur Ab- und Freigaben
genutzt werden, unterstutzt durch
Experten durchgefuhrt werden und er-
fordert damit keine tiefgreifende
Ausbildung am Testsystem.

Ursachen kénnen damit schnell und ziel-
gerichtet, zeit- und ressourcensparend
gefunden und behoben werden.




SOFTWARETEST -

Design & Spezitikation

« Design und Spezifikation einer Testarchitektur

+ Design und Spezifikation von Testablaufen

Testarchitektur

Eine auf den Testprozess abgestimmte
Testarchitektur unterstutzt eine frihzeitige
und zielfUhrende Projektplanung.

Nach Klarung der Anforderungen, sowie
der Festlegung des Testkonzepts und Aus-
wahl der Testsysteme, entwerfen und spe-
zifizieren unsere Experten eine Testarchi-
tektur, zugeschnitten auf das jeweilige
Projekt.

Testablaufe

Nach eingehender Analyse der Anforde-
rungen und des Testobjekts, werden die
Testablaufe unter Berucksichtigung bran-
chenspezifischer Standards und Normen,
abgestimmt auf die Testumgebung und
-systeme nach dem aktuellen Stand der
Technik von unseren Experten entworfen
und spezifiziert.
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Modellierung & Simulation

« Modellierung von Umgebungsmodellen fiir HIL-Testsysteme
« Integration von zugelieferten Simulationen in Umgebungsmodelle

+ Validierung von Simulationsmodellen

Umgebungsmodell

Unsere Experten modellieren die Umge-
bung Ihres Testobjekts in Abstimmung mit
dem jeweiligen Projekt, zugeschnitten auf

die verwendeten Testsysteme.

Validierung

Nach Erstellung und Inbetrieb-
nahme des Umgebungsmodells
kann dieses gegen das aufge-
zeichnete tatsachliche Verhalten
eines realen Systems validiert
werden.

Integration

z.B. kundenspezifische Anteile simulieren

zu konnen.

Auf Wunsch kénnen zugelieferte Simula-
tionsanteile in bestehende oder neue Um-
gebungsmodelle integriert werden, um

DSWS OF g b sF e D AsDe BOSS

| EEFY -
-i -
Ll
Eg-
'ﬁ. e
- T
.a-u. S ——— R u.......c&
- T wbiinavs r
= 3t M
i -
B -

i




SOFTWARETEST

Automatisierung

« Automatisierung und Weiterentwicklung von spezifizierten Testablaufen

 Implementierung und Weiterentwicklung von kunden- und projektspezifischen
Bibliotheken und Schnittstellen

+ Automatisierung und Weiterentwicklung von kunden- und projektspezifischen
Testumgebungen

Automatisierung

Bereits spezifizierte Testablaufe konnen
zur effizienteren Weiterverwendung auto-
matisiert werden.

Somit kénnen vollstandige Testumgebun-
gen fur die Durchfuhrung automatisierter
Testablaufe, z.B. im Rahmen einer Conti-
nuous Integration Infrastruktur, vorberei-
tet werden.

Automatisierte Testablaufe konnen auch
aulerhalb der Ublichen Arbeitszeiten
durchgefihrt werden. Dies fuhrt zu einer
geringeren Bindung von Ressourcen und
zur Verklrzung von Wartezeiten.

Bibliotheken

Durch die Implementierung und Inte-
gration kunden- und projektspezifischer
Bibliotheken kann Ihre Testinfrastruktur
bedarfsgerecht erweitert und weiter-
entwickelt werden.

SAMSUNG
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DurchtUhrung & Dokumentation

« Durchfiihrung von manuellen und automatisierten Tests

- Dokumentation von Reviews, Testergebnissen und Abweichungen

Testprotokolle und -ergebnisse

Die Dokumentation von manuellen oder
automatisierten Testablaufen und Test-
ergebnissen erfolgt im Rahmen von
Testprotokollen und Testreports, die im
Bedarfsfall in verschiedene auch kunden-
spezifische Formate exportiert werden
kdnnen.

Abweichungen

Nach Durchfuhrung von Testablaufen
wird eine fachgerechte Dokumentation
von Abweichungen, die aufgetreten sind,
erstellt sowie eine erste Ursachenanalyse
durchgefuhrt.

Die Ubergabe dieser Dokumentation
kann dartber hinaus Uber eine definierte,
kundenspezifische Schnittstelle realisiert
werden.
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Test as a Service (TaaS)

lhre Situation

Ihr  Entwicklungsprojekt ist soeben
gestartetoderbefindetsich bereitsinvollem
Gange und Sie méchten sich vollstandig
auf die Entwicklung lhres Produkts und die
zeitgerechte Durchfuhrung des Projekts
konzentrieren.

Sie mochten daruber hinaus das Vertrauen
in Ihr Produkt durch gezielte, effektive
und effizient eingesetzte Testaktivitaten
unterstutzen und die Einhaltung aller
Regularien und Vorgaben sicherstellen.

lhr Nutzen

Sie koénnen lhre Testaktivitaten und
Investitionen bedarfsorientiert planen und
sich vollstandig auf die Entwicklung Ihres
Produkts konzentrieren.

Unsere Losung

Wir bieten lhnen diese gezielten, effektiv
und effizient eingesetzten Testaktivitaten,
auf lhre Bedurfnisse zugeschnitten als
Dienstleistung an.

Bedarfsorientiert konnen Sie von der Be-
reitstellung eines Testsystems zum eigen-
standigen Aufbau und dessen Nutzung,
bis hin zum vollstandig ausgelagerten
Testprozess verschiedene individuelle Ab-
stufungen der Dienstleistung wahlen.

Die Bereitstellung eines Testsystems kann
in verschiedenen Ausbaustufen, von Miet-
oder Leasingsystemen bis hin zum eigenen
Testsystem realisiert werden.

ST T
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Die iSyst Akademie

Eigenbedarf macht Schule

Unserer Erfahrung nach werden kaum
Inhalte und praktische Erfahrung im Be-
reich strukturierter Test im Technikum
und Studium vermittelt. FUr unsere Mit-
arbeiter ist das aber essentiell, daher
haben wir eigene Lehrinhalte entwickelt
und schulen unser Team regelmal3ig
nach aktuellem Stand der Technik und
anhand eigens gesammelter Projekt-
erfahrung.

Unsere individuellen und sehr praxis-
nahen Schulungen fanden schnell
Anklang bei unseren Kunden und so
entstand aus der Not eine Tugend: Die
iSyst Akademie. Gerne vermitteln wir
auch lhren Mitarbeitern das notwen-
dige Knowhow rund um die praktische
Umsetzung von Tests fur funktional
kritische Systeme.




Trainings

lhre Situation

lhre Mitarbeiter sind seit kurzem im
Rahmen des ISTQB Certified Levels
zertifiziert und bestens motiviert, die neu
erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten in
der Praxis anzuwenden und zu vertiefen.
Jetzt stehen sie vor der Herausforderung
diese theoretischen Kenntnisse effizient in
den Projektalltag zu UberfUhren.

Unsere Losung

Unser Workshop Testentwicklung und
-automatisierung fur Embedded Systems
schlagt die Brucke zwischen dem
theoretischen Wissen aus der Schulung
,ISTQB Certified Tester® — Foundation
Level” und der Anwendung in der Praxis.
Wahrend des Workshops werden entlang
des Entwicklungsprozesses samtliche fur
den Test relevanten Aspekte betrachtet.

Die Prufung der Anforderungen auf Test-
barkeit ist ebenso ein Thema, wie die

DIE ISYST AKADEMIE -

Ableitung manueller und automatisierter
Tests.

Die Durchfuhrung der Tests an unseren,
eigens fur den Workshop entwickelten,
Schulungssystemen und die anschliel3en-
de Auswertung echter Testergebnisse und
der bedarfsgerechten Aufbereitung flr
verschiedene Empfanger, schafft die bes-
ten Voraussetzungen fUr den Einsatz in der
Praxis.

lhr Nutzen

lhre  Mitarbeiter konnen lhre neu
erworbenen Kenntnisse und Ansatze
in einem sicheren Umfeld, im Rahmen
praxisnaher  Beispiele  und  unter
Verwendung realer Testsysteme, in die
Praxis Uberflhren und sich ohne Risiko auf
die Realitat im Projektalltag vorbereiten.

Individuell und praxisnah!
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Consulting und Coaching

lhre Situation

Die Absicherung lhrer Software und
Systeme dauert sehr lange und bindet
viele lhrer Ressourcen?

Die Testentwicklung, -durchfihrung und
-auswertung ist meist nicht rechtzeitig

Unsere Losung

Eine Moglichkeit dieser Situation zu be-
gegnen ist es, lhren Testprozess, Ihr Test-
konzept und lhre Testumgebungen von
unseren Experten durchleuchten und ob-
jektiv bewerten zu lassen.

Wahrend des Assessments werden Ex-
perten aus den jeweiligen Bereichen eine
individuelle Prafung lhrer Prozesse nach
aktuellem Stand der Normen und Stan-
dards in lhrer Branche durchfuhren. Dazu
zahlt auch ein bestehendes Testkonzept
hinsichtlich Konformitat mit der branchen-
ublichen Vorgehensweise, relevanten Nor-
men und Standards sowie die verflgba-
ren Testsysteme hinsichtlich des aktuellen
Stands der Technik zu analysieren.

zum nachsten anstehenden Meilenstein
abgeschlossen?

Das Ergebnis lhrer Testaktivitaten trifft
nicht die Erwartungen der Interessensver-
treter in lhrem Unternehmen oder gar
lhrer Kunden?

Aufbauend auf dem Ergebnis des Assess-
ments, werden unsere Experten Sie hin-
sichtlich Entwicklung neuer Losungswege
bzw. Optimierung bestehender Losungen
zugeschnitten auf Ihre Situation beraten.
Die erarbeiteten Losungen werden, hin-
terlegt mit einem professionellen Veran-
derungsprozess und Zeitplan, gemeinsam
mit lhnen eingefuhrt.

Im Nachgang zur EinfUhrung der erarbei-
teten Losungen, bieten wir eine Betreu-
ung lhrer Testteams durch erfahrene Ex-
perten im Rahmen eines Coachings on the
Job an. Hierbei werden die optimierten
Arbeitsablaufe und Methoden, sowie der
Umgang mit den optimierten oder beste-
henden Testumgebungen im Projektalltag
vertieft.
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Consulting und Coaching

Ilhr Nutzen

Unser Vorgehen bietet lhnen die Sicher-
heit nach dem aktuellen Stand der Technik
zu arbeiten. Zudem werden wir in die
Lage versetzt Sie individuell zu beraten.
Das Ergebnis ist eine maldgeschneiderte
und gemeinsam erarbeitete LOsung aus
einer Hand.

Die Akzeptanz und Nachhaltigkeit der
erarbeiteten Lésungen wird dazu durch
den professionell begleiteten Verande-
rungsprozess erhoht und die zielgerichtete
Betreuung im Projektalltag verhindert den
Ruckfall in alte Verhaltensweisen.

Das Ergebnis dieser Prifung deckt das
Verbesserungspotenzial in der eigenen
Prozesslandschaft auf und bietet dadurch
einen objektiven Blick auf die eigene Leis-
tungsfahigkeit.

Aus den bestehenden Fragestellungen
konnen direkt zielfUhrende Aufgabenpa-
kete abgeleitet werden.

Widerstande auf dem Weg zur Verande-
rung werden minimiert und die gesteck-
ten Ziele werden effizienter umgesetzt.
Die EinfUhrung und Festigung neuer Me-
thoden und Ablaufe, sowie der erfolgrei-
che Umgang mit neuen Testumgebungen
erfolgt reibungsloser und nachhaltiger,
wodurch die Planbarkeit der Projekte sig-
nifikant erhoht werden kann.

|
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Experten-Workshops

lhre Situation

Sie mochten ein bestimmtes Thema im
Bereich Verifikation oder Validierung bei
lhnen einflhren?

Sie. moéchten bereichsubergreifend ein
gemeinsames Verstandnis der beteiligten
Teams an lhrem Entwicklungsprozess fur
Schnittstellenthemen erarbeiten?

- A

Imdividuell nach Eusdenbedad -
Ausbbdungrkangepl by

tisysT

lhr Nutzen

Die Inhalte der Workshops werden
individuell fur Sie erarbeitet, um lhre
Mitarbeiter mit Themen aus unserem
Kernkompetenzfeldern vertraut zu
machen und sie somit zu befahigen eine
eigene Expertise aufzubauen.

Unsere Losung

Wir unterstutzen Sie mit mal3geschnei-
derten Workshops, die individuell auf
lhre Mitarbeiter und das jeweilige Thema
zugeschnitten wurden. Zusammen mit
lhren Mitarbeitern aus den verschiede-
nen Bereichen, erarbeiten unsere Experten
ein gemeinsames Verstandnis und eine
verbindliche Vorgehensweise.

Wichtige Themen werden objektiv auf-
bereitet und kompetent eingefihrt. Bei
bereichsubergreifenden Themen kann
wahrend der Losungsfindung neutral
vermittelt werden.

iSyst GmbH - Hugo-Junkers-Str. 9 - 90411 Nurnberg - info@isyst.de - +49 911/37665-0
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Zertifizierungs-Workshops

lhre Situation

Sie mochten |hre Mitarbeiter flUr den

Einsatz unserer Systeme und Software WO
zertifizieren? R KS H o P

Unsere Losung

Wir unterstitzen Sie bei der Einfihrung
unserer Testsysteme und Softwareproduk-
te mit individualisierten Workshops, zuge-
schnitten auf lhre Situation und die bishe-
rigen Erfahrung Ihrer Mitarbeiter.

lhr Nutzen

Die umfassende Einfuhrung unserer
Systeme und Softwareprodukte direkt
durch unsere Experten, stellt die bestmog-
liche Vermittlung und Expertise auf dem
Weg zur Zertifizierung dar.

Die anwendungsorientierte Heranflhrung
und Wissensvermittlung durch unsere
Experten in individualisierten Workshops,
unterstitzt die reibungslose Einflhrung
unserer Testsysteme und Software-
produkte.
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Potenzialanalyse

lhre Situation

Sie bendtigen Unterstutzung bei Aufga-
benstellungen im Bereich Verifikation und
Validierung?

Die Projektsituation ist aktuell noch
undurchsichtig?

Die Zustandigkeiten sind noch nicht voll-
standig geklart? Es sind noch zu viele
Fragen offen?

Der endgultige Umfang hinsichtlich
externer Unterstitzung kann noch nicht
final abgeschatzt werden?

Sie mochten ein umfassendes und durch-
gangiges Konzept fur lhre Aktivitaten
im Bereich Verifikation und Validierung
erarbeiten?

AKADEMIE FUR

Unsere Losung

Wir bieten Ihnen die Moglichkeit aus den
bestehenden Unwagbarkeiten und Frage-
stellungen eine konzeptionelle Struktur
und zielfuhrende Aufgabenpakete abzu-
leiten.

Im Rahmen einer Potenzialanalyse be-
suchen unsere Experten Sie vor Ort und
erarbeiten mit Ihnen Herausforderungen,
Entwicklungsmaoglichkeiten und konkrete
Losungsansatze im Rahmen eines mode-
rierten Workshops.

Bei Bedarf begleiten Sie unsere Experten
naturlich auch nach der Potenzialanalyse
bei den ersten Schritten und der Umset-
zung der Losungsansatze.

ANGEWANDTES TESTEN




DIE ISYST AKADEMIE -

Potenzialanalyse

lhr Nutzen

Die bestehenden Fragestellungen werden Die abgestimmte initiale Definition und
im Rahmen der Potenzialanalyse gemein- Priorisierung der Aufgabenpakete und das
sam strukturiert, wodurch abgestimmte gemeinsame Verstandnis fur die Heraus-
Aufgabenpakete im Vorfeld identifiziert forderungen bildet eine solide Basis fur die
und priorisiert werden konnen. zielgerichtete Planung und unterstitzt die

reibungslose Realisierung.
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Uber iSyst

Als unabhangiges Testhaus haben wir uns
darauf spezialisiert, Embedded Systems
auf ihre Funktion und Qualitat hin zu
prufenunddamitderen Funktionssicherheit
bereits wahrend des Entwicklungsprozes-
ses sicherzustellen.

Bei uns erhalten Sie alle Mallnahmen
zur Absicherung lhrer Produkte aus einer
Hand. Dabei ruhen wir uns nicht auf dem

aktuellen Stand der Technik aus, sondern
entwickeln zusammen mit kompetenten
Partnern aus Wissenschaft und Technik
heute schon die Testlésungen fur Frage-
stellungen von morgen.

Wir sind Testhaus aus Uberzeugung!

Testen Sie uns und lassen auch Sie sich
uberzeugen.

TESTHAUS AUS UBERZEUGUNG



